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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ９１４９—１９８８《磁粉离合器通用技术条件》的修订。

本标准与ＧＢ／Ｔ９１４９—１９８８相比在技术内容上有如下变化：

———增加了标准的前言、目次；

———规范性引用文件中删去了作废标准 ＧＢ／Ｔ９９８，增加了 ＧＢ／Ｔ２４２３最新版本的内容，其中

ＧＢ／Ｔ２４２３．１、ＧＢ／Ｔ２４２３．２为注日期引用，其他为不注日期引用；

———增加了“３　术语和定义”；

———删除了１９８８版３．９、３．１０、３．１１、３．１２、３．１３．１、３．１３．２、４．１０、４．１１、４．１２等条款的内容；

———取消了１９８８版３．１３．１１中“……今后应尽量采用火箭撬试验法来代替离心机试验法。”；

———１９８８版４．１６修改为“温度气压循环试验”（见５．１３）；

———取消了 １９８８ 版 ４．１７、４．１８、４．１９、４．２０、４．２２ 中有关 ＧＢ／Ｔ２４２３．３、ＧＢ／Ｔ２４２３．５、

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０、ＧＢ／Ｔ２４２３．１５、ＧＢ／Ｔ２４２３．２１的具体引用内容（见５．１４、５．１５、５．１６、５．１７、

５．１９）。

本标准由全国机器轴与附件标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：机械科学研究院中机生产力促进中心、北京自动化控制设备研究所、中国航天科

技集团公司７１０３厂。

本标准主要起草人：明翠新、马新明、杜亚文、邓高见。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ９１４９—１９８８。
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磁粉离合器通用技术条件

１　范围

本标准规定了磁粉离合器（以下简称离合器）的术语和定义、设计与制造的通用技术要求、试验方法

和检验规则。

本标准适用于磁粉离合器。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２４２３．１—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ａ：低温（ｉｄｔＩＥＣ６００６８

２１：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２—２００１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ｉｄｔＩＥＣ６００６８２

２：１９７６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．５　电工电子产品环境试验 　 第 ２部分：试验方法　 试验 Ｅａ和导则：冲击

（ＧＢ／Ｔ２４２３．５—１９９５，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２２７：１９８７）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｆｃ：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１５　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｇａ和导则：稳态加速度

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１５—２００８，ＩＥＣ６００６８２７：１９８６，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１６　 电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｊ和导则：长霉

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１６—１９９９，ｉｄｔＩＥＣ６００６８２１０：１９９８）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２１　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｍ：低气压试验方法（ＧＢ／Ｔ２４２３．２１—

１９９１，ｎｅｑＩＥＣ６００６８２１３：１９８３）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｎ：温度变化（ＧＢ／Ｔ２４２３．２２—

２００２，ＩＥＣ６００６８２１４：１９８４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２５　电工电子产品基本环境试验规程　试验 Ｚ／ＡＭ：低温／低气压综合试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．２５—１９９２，ｎｅｑＩＥＣ６００６８２４０：１９７６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２６　电工电子产品基本环境试验规程 　 试验 Ｚ／ＢＭ：高温／低气压综合试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．２６—１９９２，ｎｅｑＩＥＣ６００６８２４１：１９７６）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｚ／ＡＭＤ：低温／低气压／湿热

连续综合试验（ＧＢ／Ｔ２４２３．２７—２００５，ＩＥＣ６００６８２３９：１９７６，ＩＤＴ）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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